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INCE FILM KALINLIK OLCUM DUZENEGI
TEKNIiK SARTNAMESI

Cihaz spektroskopik olarak ¢esitli dalga boylarina gére 15181n eliptik 6zelliklerindeki

degigimleri 6lgebilmelidir.
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Cihaz bir spektroskopik elipsometre sistemi olmalidr.

Elipsometre 151k kaynagi, sabit kutuplayici, siirekli donen kompansator, sabit

analizor, dedektdr ve kontrol bilgisayarindan olugmalidir.

4. Tum polarizasyon konumlar: i¢in Psi ve Delta’ya tam duyarli olmali, Sl¢timlerini
alabilmelidir ve asagidaki 6zellikleri saglamalidir.

Psi (0° - 90°)
Delta (0° - 360°)

S. Cihazin algilama sistemi silikon CCD’den ve/veya InGaAs’dan imal edilmis
olmalidir.

6. Ornegin hizalanmasina olanak verecek 6zellikte olmalidir.

7. Cihaz 450 ila 1000nm dalgaboyu arasinda veya daha genis aralikta tarayabilmeli ve
Ol¢lim alabilmelidir.

8. CCD kamerann her bir pikseline en fazla 2 nm gelecek sekilde spectral ¢oziiniirliige
sahip olmalidur.
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Diigiim alamina olan a¢1 manuel ya da otomatik ayarlanabilir olmah ve agagidaki

6zellikleri saglamalidur.

Diiglim ag1s1: 44° - 90° veya daha genis ag1 araligi

10. Sistem kiigiik noktalarda &lgiim yapmaya olanak saglayacak ve 1sm capii
diistirebilecek 6zellige sahip olmalidar.

11. Ellipsometre yatay numune tagiyicisi barindirmalidir.

12. Olgiim sonuglarim analiz edebilecek yazilim ve bu yazilim ¢alistirabilecek bilgisayar
donanimi olmali ve en az agagidaki 6zellikleri barindirmalidir.

Windows 32-bit veya 64 —bit igletim sistemleri tizerinde ¢alismalidir.

Alttag Uzerine biiylitlilmiis ¢ok ince nanometre kalmlhigindaki dielektrik,
yariiletken ve metal filmleri analiz edebilmelidir.

Elipsometrik modelleme ve analizin yanisira, kinlma indisi ve 6lgiilen
malzemenin optik sabit §l¢iimiinii de hesaplayabilmelidir.

Yazilim yeni modelleme segeneklerini sunmalidir. Kullame: kendi katman
bilgisini ve dagilimi girebilmelidir.

o Sistem istatistiksel analizler yapabilmelidir.

o Grafik ¢iktilar1 verebilmelidir ve farkli programlarda kullanilabilir
olmalidir.

13. Cihaz, laboratuvardaki yerine kurulmali ve galigir vaziyette teslim edilmelidir.

14. Cihaz, 220 V / 50 Hz sebeke gerilimine uygun olacak ve sebeke gerilimindeki
degismelerin en az + %10 kompanse edebilecek diizenege sahip olmalidir.
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15. Teklif edilen cihaz veya sistemin ulusal veya uluslar arasi gegerli olan (TSE, TSEK,
ISO, VDE, FDA, IEC, TUV, UL, DIN, CE vb) standartlardan ve/veya normlardan en
az ikisine uygunluk belgesi olmali ve firma teklifinde belgelenmelidir.

16. Cihaz ve yazilm imalat hatalarina kargi en az 2 yil iicretsiz servis garantili olmal,
ayrica 10 y1l iicretli yedek parga ve servis garantili olmalidir.



